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                                                               E M E N T A 

Caracterização de filmes finos: espessura e topografia, composição e estrutura cristalina, 
propriedades mecânicas, elétricas e ópticas. 
 

                                                  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Unidade 1: Importância, propriedades e aplicações de filmes finos, técnicas de deposição física e 
química. Filmes em multicamadas. 
Unidade 2: Propriedades e estrutura das superfícies. Caracterização de filmes finos. 
Unidade 3: Medidas de espessura e topografia de filmes: Perfilometria, microscopia confocal e 
eletrônica, AFM e STM. 
Unidade 4: Composição e estrutura cristalina: Difração de raios X e elétrons. Espectroscopia 
Raman. Microscopia de força atômica. 
Unidade 5: Propriedades mecânicas: Microindentação, nanoindentação, scratch test. 
Unidade 6: Propriedades ópticas e elétricas de filmes. 
Unidade 7: Design de filmes finos. 
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